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Girouits tle;g:st detect | abort | area t?r::((s;) FC(%) | FE®) [ N.TV tf::ﬁ:: detect | abort | area t?r::((s;) FC(%) | FECH) (NM’Ei; 2{:;‘: N.TV [ NETV
ARF 42501| 41477 0 22910 78531.50] 97.59( 100.00 661] 57504| 57504 0 31487 5315.58| 100.00( 100.00 0 1 120 67
BPF 28114| 28109 4] 15379| 757420.65| 99.99| 99.99 446] 34041| 34041 0| 19026 84930.48| 100.00( 100.00 0 1 146 67
ex4 16427| 16427 0 9491 965.91| 100.00{ 100.00 85| 16685| 16685 0 9602 1494.87( 100.00| 100.00 1 1 84 67
ex2 17087| 17085 3| 9571| 504274.95| 99.99| 99.99 87| 17100 17098 2| 9597 4968.53| 100.00[ 100.00 0 2 82 67
det 6687 6687 0] 4382 0.07[ 100.00| 100.00 33 7128 7128 0] 4531 0.04[ 100.00| 100.00 2 2 33 28
dfct 38084 38084 0 20929 800.5[ 100.00| 100.00 112]| 40158| 40158 0| 21989 3991.17[ 100.00| 100.00 1 2 96 67
DWT_MPEG | 57102| 57101 0 33573 20542.7] 100.00] 100.00 163 57291| 57291 0| 33487 22358.8] 100.00] 100.00 0 1 144 67
FIR MPEG 61401| 58401| 2311] 36212| 104223.45( 95.11| 96.19] 207*| 61660 61652 1] 36312 546021 99.99| 99.99 0 1 182 67
FFT 42065| 42065 1] 23334 1961.83] 99.99 99.99 182|| 42405| 42402 0| 23609 7161.33[ 99.99] 100.00 0 2 134 67
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maha 7685 7685 0| 5049 0.14[ 100.00| 100.00 188 7711 7710 0| 5059 4.26] 99.99]| 100.00 1 0 185 66
sehwa 8856| 8856 0| 5878 0.15( 100.00| 100.00 221 8882 8881 0| 5879 1002.39| 99.99[ 100.00 0 0 220 66
fig17 59615| 59483 4] 31074 78393.19 99.99] 99.78]|637%* [ 65413| 65283 84| 34526| 41276244 99.87 99.8 2 2[430%* 161
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